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   CARTA DE  TRAZABILIDAD

CIE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: D-63

ACCESORIOS P/BLOQUES PATRON

INF: 241051

VENCE: ABR-27

INC: ± (0.5 + 0.000 3 x L) µm

INF: 241052

VENCE: ABR-27

INC: ± (0.5 + 0.000 3 x L) µm

MESA DE PLANITUD

INF: 253265

VENCE: OCT-28

INC: ± 3.6 µm

Medidores de Alturas

Micrómetros

Calibradores

Bloques Escalonados

INDICADOR TIPO PALANCA

INF: 223939

VENCE: NOV-25

INC: ± 0.26 µm

ESCUADRA

INF: 250131

VENCE: OCT-27

INC: ± (3.8+0.003xL) µm

MESA DE PLANITUD

INF: 230999

VENCE: MAR-26

INC: ± 2.2 µm

PATRÓN INTERNACIONAL DE LONGITUD
PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESANSTALT

LABORATORIO PRIMARIO EN ALEMANIA

BLOQUES PATRÓN

INF: 51041 PTB 23

VENCE: JUL - 27

INC: ± √((30 nm)2 + (0.2*10-6*L)2) µm

BLOQUES PATRON

INF: 224590

VENCE: DIC-25

INC: ± 0.068 µm

INF: 242648

VENCE: JUL-27

INC: ± 0.068 µm

INF: 241173

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.12 µm

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-535-2021

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.07+0.0023xL) µm

INF: CNM-CC-740-149-2022

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.05+0.0022xL) µm



PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA (CENAM)

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

ELABORO:

LUIS FONT AVILA
GERENTE DE LABORATORIO

FECHA ELABORADO: ABRIL 2025

FECHA VENCE: OCTUBRE 2025

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N   M A T R I Z

   A C R E D I T A C I O N   D – 6 3

   CARTA DE  TRAZABILIDAD   DIMENSIONAL   (PATRONES)

CIE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: D-63

Mesas de Planitud

Reglas de Rectitud

Patrones de Rugosidad

Maestro de Longitudes Fijas

Patrón de Profundidades

Maestro de Alturas

Barras Patrón

Bloques de Aumento

ANILLOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-170/2024

VENCE: ABR-28

INC: ± 0.40 µm

INF: CNM-CC-740-176/2024

VENCE: ABR-28

INC: ± 0.50 µm

INF: CNM-CC-740-354/2023

VENCE: JUN-27

INC: ± 0.30 µm

INF: CNM-CC-740-360/2023

VENCE: JUN-27

INC: ± 0.30 µm

INF: CNM-CC-740-642/2023

VENCE: NOV-27

INC: ± 0.35 µm

INF: CNM-CC-740-486/2022

VENCE: AGO-26

INC: ± 0.30 µm

BLOQUES PATRÓN

INF: CNM-CC-740-190/2025

VENCE: ABR-25

INC: ± 25 nm

INF: CNM-CC-740-350/2024

VENCE: JUL-28

INC: ± 49 nm

NIVELES ELECTRÓNICOS

INF: CNM-CC-740-187/2025

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.10’’

BLOQUES PATRÓN

INF: 250001

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.086 µm

INF: 232169

VENCE: JUL-26

INC: ± 0.036 µm

INF: 250002

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.20 µm

INF: 241054

VENCE: ABR-27 

INC: ±(0.04+0.000 8)µm

INF: 250003

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.086 µm

INF: 240031

VENCE: ENE-27

INC: ± (0.04+0.000 8L) µm

MESA DE PLANITUD

INF: 230999

VENCE: MAR-26

INC: ± 2.2 µm
MICROMETRO LASER

INF: 233053

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.65 + 0.01xL) µm

BLOQUES PATRÓN

INF: 250004 - 250006

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.028 µm

INF: 241057 - 241058

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.028 µm

INF:  241055

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.028 µm

INF:  241056

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.028 µm

MESA DE PLANITUD

INF: 223635

VENCE: OCT-25

INC: ± 3.6 µm

PALPADOR INDUCTIVO

INF: 223944

VENCE: NOV-25

INC: ± (0.1+0.012L) µm

INF: 223945

VENCE: NOV-25

INC: ± 0.22 µm

Bloques Patrón Cortos y Largos

Esferas

Anillos Patrón Lisos

Pernos. Discos y Tampones Patrón

Calibrador de Indicadores

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-535-2021

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.07+0.0023xL) µm

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-149-2022

VENCE: MAR-27

INC: ± (0.05+0.0022xL) µm

DISCOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-(615 y 616)/2022

VENCE: OCT-26

INC: ± 0.2 µm y ± 0.3 µm

PERNO PATRÓN

INF: CNM-CC-740-(185 y 186)/2023

VENCE: MAR-27

INC: ± 0.3 µm y ± 0.3 µm

COMPARADOR ELECTROMECÁNICO

INF: CNM-CC-740-550/2024

VENCE: NOV-28

INC: ± 9.2 nm

MEDIDOR DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL 

Y CONTORNO

INF: CNM-CC-740-607-2023

VENCE: OCT-25

INC: ±(0.021+0.003xL) µm

±(1.0+0.03xL) µm

PATRON DE RUGOSIDAD

INF: CNM-CC-740-607-2023

VENCE: OCT-25

INC: Ra ±0.020 µm

Ry ±0.060 µm

Rz ±0.040 µm

Rt ±0.060 µm

RSm ±0.060 µm

PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD DE ALEMANIA
PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB)

LABORATORIO PRIMARIO EN ALEMANIA

BLOQUES PATRÓN

INF: 51040 PTB 23

VENCE: JUNIO - 27

INC: ± √(30nm2+(0.18*10-6*l)2)

        ± √(30nm2+(0.20*10-6*l)2)



PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

MITUTOYO

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACIÓN: D-45

ESCALA DE CRISTAL

INF: CNM-CC-740-363/2022

VENCE: JULIO-24

INC: ± √(0.39+2.6*10-5*L) µm

Elaboró:

Luis Font Ávila
Gerente de Laboratorio

Fecha de Elaboración: OCTUBRE 2025

Fecha de Vencimiento: NOVIEMBRE 2025

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A
  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N   M A T R I Z

   A C R E D I T A C I O N   D – 6 3

   CARTA DE  TRAZABILIDAD   DIMENSIONAL   (INSTRUMENTOS   DE   MEDICIÓN)

MAQUINA DE VISIÓN

INF: 232111

VENCE: NOV-25

INC: ± (0.1+0.0098 x L) µm

ANILLOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-170/2024

CNM-CC-740-176/2024

VENCE: ABR-28

INC: ± 0.40 µm y ± 0.50 µm

INF: CNM-CC-740-354/2023

CNM-CC-740-360/2023

VENCE: JUN-27

INC: ± 0.30 µm

INF: CNM-CC-740-642/2023

VENCE: NOV-27

INC: ± 0.35 µm

INF: CNM-CC-740-486/2022

VENCE: AGT-26

INC: ± 0.30 µm

RETÍCULA DE ÁNGULOS

INF: CNM-CC-740-082/2023

VENCE: FEB-27

INC: ± 1’ (DE ARCO) 

ESCUADRA CILINDRICA

INF: CNM-CC-740-039/2023

CNM-CC-740-048/2023

VENCE: ENE-27

INC: ± 0.20 µm y ± 0.50 µm

MEDIDOR DE RUGOSIDAD 

SUPERFICIAL Y CONTORNO

INF: CNM-CC-740-607-2023

VENCE: OCT-25

INC: ±(0.021+0.003xL) µm

±(1.0+0.03xL) µm

PATRON DE RUGOSIDAD

INF: CNM-CC-740-607-2023

VENCE: OCT-25

INC: Ra ±0.020 µm

Ry ±0.060 µm

Rz ±0.040 µm

Rt ±0.060 µm

RSm ±0.060 µm

CIE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACIÓN: D-63

Cuenta metros (odómetros)

CIE

LABORATORIO 

SECUNDARIO

ACREDITACIÓN: TF-21

TACÓMETRO

INF: 250088 TF

VENCE: AGO-28

INC: ± 0.17 rpm

INF: 252407

VENCE: AGO-28

INC: ± 0.89 µm

PATRÓN NACIONAL DE TIEMPO Y FRECUENCIA
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-535-2021

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.07+0.0023xL) µm

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-149-2022

VENCE: MAR-27

INC: ± (0.05+0.0022xL) µm

PLANO  ÓPTICO

INF: CNM-CC-740-190/2024

VENCE: PERMANENTE

INC: ± 0.000 40 µm

PLANTILLA DE AMPLIFICACIÓN

INF: CNM-CC-740-353/2023

VENCE: PERMANENTE

INC: ± 0.01 Líneas/mm a                  

± 7.4 Líneas/mm

BLOQUES PATRÓN

INF: CNM-CC-740-190/2025

VENCE: ABR-30

INC: ± 25 nm

PATRON DE SALTO

INF: CNM-CC-740-485/2022

VENCE: AGT-26

INC: ± 0.046 µm

DISCOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-(615 y 

616)/2022

VENCE: OCT-26

INC: ± 0.20 µm y ± 0.30 µm

PERNOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-(185 y 

186)/2023

VENCE: MAR-27

INC: ± 0.30 µm y ± 0.30 µm

ESCALA DE CRISTAL

INF: CNM-CC-740-200/2024

VENCE: ABR-28

INC: ± √(0.39+2.6*10-5*L) µm

CIO

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACIÓN: D-85

PARALELAS ÓPTICAS

INF: CIO-IC-563/2009

VENCE: PERMANENTE

INC: ± 0.020 µm

PLANO OPTICO

INF: CIO-IC-126/2024

VENCE: AGO-28

INC: ± 0.020 µm

PLANO OPTICO

INF: CIO-IC-260/2022

VENCE: NOV-26

INC: ± 0.020 µm

SEMI-ESFERA DE 

CRISTAL

INF: MESS-CC-AXA-

0086/2022

VENCE: MAY-26

INC: ± 0.055 µm

ACCESORIOS BLOQUES 

PATRÓN

INF: 241051

VENCE: ABR-27

INC: ± (0.5+0.0030 x L) µm

INF: 241052

VENCE: ABR-27

INC: ± (0.5+0.0030xL) µm

ANILLOS PATRÓN LISOS

INF: 251878, 251879

VENCE: JUN-28

INC: ± (0.37+0.0010xL) µm

INF: 252811-252813

VENCE: SEP-28

INC: ± (0.37+0.0010xL) µm

INF: 253218-253261

VENCE: OCT-28

INC: ± (0.37+0.0010xL) µm

MAESTRO LONGITUD FIJA

INF: 223936

VENCE: NOV-25

INC: ± (0.3+0.005xL) µm

COMPARADOR ÓPTICO

INF: 251085

VENCE: ABR-28

INC: ± (1.2+0.017xL)µm ;

± 1.5´, ± 0.054 %

MESA DE SENOS

INF: 223934

VENCE: NOV-25

INC: ± (5.4+0.045 x L) µm

BLOQUES  ESCALONADO

INF: 241682

VENCE: MAY-27

INC: ± (0.5+0.003xL) µm

MESA DE PLANITUD

INF: 230999

VENCE: MAR-26

INC: ± 2.2 µm

BLOQUES PATRÓN

INF: 250001 

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.086 µm

INF: 232169

VENCE: JUL-26

INC: ± 0.036 µm

INF: 241053

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.036 µm

INF: 250002 / 252748

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.20 µm

INF: 241052

VENCE: ABR-27

INC: ±(0.04+0.0008xL) µm

INF: 250003 / 252749

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.086 µm

INF: 240031

VENCE: ENE-27

INC: ±(0.04+0.0008xL) µm

INF: 252396

VENCE: JUL-28

INC: ± 0.038 µm

INF: 250004 - 250006

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.028 µm

INF: 241057 - 241058

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.028 µm

INF:  241055

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.028 µm

INF:  241056

VENCE: ABR-27

INC: ± 0.028 µm

INF:  243515

VENCE: SEP-27

INC: ± 0.40 µm

JUEGO DE LAINAS

INF: 241681

VENCE: MAY-27

INC:± 0.56 µm

JUEGO DE PERNOS

INF: 233052

VENCE: SEP-26

INC:± (0.43 + 0.007xL) µm

REGLA DE CRISTAL

INF: 244353

VENCE: NOV-28

INC:± (0.20+0.0085XL) µm

INF: 244354

VENCE: NOV-28

INC:± (0.20+0.0085XL) µm

INDICADOR DIGITAL

INF: 253262

VENCE: OCT-28

INC: ± (0.75 +0.01xL) µm

INDICADOR DE PALANCA

INF: 223939

VENCE: NOV-25

INC: ± 0.39 µm

INDICADOR DE PALANCA

INF: 223940

VENCE: NOV-25

INC: ± 0.54 µm

MESA DE PLANITUD

INF: 253265

VENCE: OCT-28

INC: ± 3.6 µm

PALPADOR INDUCTIVO

INF: 223943

VENCE: NOV-25

INC: ± (0.1+0.012xL) µm

INF: 223944

VENCE: NOV-25

INC: ± 0.22 µm

PATRONES DE ESPESORES

INF: 252394

VENCE: JUL-28

INC:± 0.56 µm

BLOQUES ANGULARES

INF: 241632

VENCE: MAY-27

INC: ± 0° 0’ 08”

INF: 231907

VENCE: JUN-26

INC: ± 0° 0’ 18 ”

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 

DE LONGITUD

INF: 253217

VENCE: OCT-26

INC: ±(4.7+0.0070xL) µm

Medición con Máquina de Medición por 

Coordenadas

Medición con Maquina de Visión

Medición con Comparador Óptico

Medición con Máquina Unidimensional

Medición con Máquina de Redondez

Medición de Perfiles y Rugosidad 

Superficial

Máquinas de Medición de Formas 

Geométricas

Calibración Vertical de Longitudes

Lainas de Espesores

Micrómetros de Exteriores

Medidores de Interiores 2 Superficies 

de Contacto

Medidores de Interiores 3 Superficies 

de Contacto

Comparadores Ópticos

Microscopios de Medición

Máquinas de Visión

Micrómetros Laser de Exteriores

Micrómetros y Medidores de 

Profundidades

Cabezas Micrométricas

Calibradores

Medidores de Alturas y Sistemas 

verticales de Medición

Sistemas Horizontales de Medición

Rugosímetros

Niveles de Burbuja y Electrónicos

Indicadores de Vástago Recto

Palpadores  Inductivos

Indicadores de Carátula Tipo Palanca

Palpadores  Inductivos Tipo Palanca

Goniómetros. Niveles y Medidores de 

Ángulos

Medidores de Espesores de 

Recubrimiento

Medidores de Espesores Magnéticos y 

por Ultrasonido

Medidores de Espesores con Indicador

Reglas Graduadas

Flexómetros y Cintas de Medición

Escalas Patrón

PATRÓN DE PROFUNDIDADES

INF: 223946

VENCE: NOV-25

INC: ± (0.5+0.003xL) µm

DISCO TACÓMETRO

INF: 222870

VENCE: AGT-25

INC: ± 0.89 µm

BLOQUES  ESCALONADO

INF: 241683

VENCE: MAY-27

INC: ± (0.5+0.003xL) µm

INF: 231091

VENCE: ABR-26

INC: ± (0.4+0.0006xL) µm

PATRON DE CALIBRACION DE 

MAQUINA DE PERFIL

INF: 243199, 243200, 243201, 

243202

VENCE: AGT-28

INC: ± 0.068 µm, ± 0.46 µm, ± 0.38 

µm, ± 0.12 µm

MAQUINA DE REDONDEZ

INF: 232313

VENCE: JUL-26

INC: ± 0.060 µm

CALIBRADOR INDICADORES

INF: 233951

VENCE: NOV-26

INC: ± (0.5 + 0.01xL) µm

ESCUADRA

INF: 250131

VENCE: AGO-28

INC: ± (3.8+0.003xL) µm

PATRÓN DE RUGOSIDAD

INF: 222425

VENCE: JUN-26

INC: ± 0.025 µm

INF: 242653

VENCE: JUL-28

INC: ± 0.034 µm

MAQUINA DE MEDICIÓN POR 

COORDENADAS

INF: 230313

VENCE: ENE-26

INC: ± 1.1 µm

MESS

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACIÓN: D-97

L: Longitud en 

mm



PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

ELABORO:

LUIS FONT AVILA
GERENTE DE LABORATORIO

FECHA ELAB: SEPTIEMBRE 2025

FECHA VENC: NOVIEMBRE 2025

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N   M A T R I Z
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   CARTA DE  TRAZABILIDAD   DIMENSIONAL   (CMM)

CIE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: D-63

Verificación del Desempeño de 

Máquinas de Medición por 

Coordenadas (CMMs)

BLOQUES PATRON

INF: 250001

VENCE: ENE-28

INC: ± 0,086 µm

INF: 240031

VENCE: ENE-27

INC: ± (0,04+0,000 8L) µm

INF: 241054

VENCE: ABR-27

INC: ±(0,04+0,000 8)µm

MAESTRO DE LONGITUDES 

FIJAS

INF: 252814

VENCE: SEP-26

INC: ± (0,5 + 0,003 L) µm

INF: 223936

VENCE: NOV-25

INC: ± (0,3+0,005 L) µm

ESFERAS

INF: 242650 / 242649

VENCE: JUL - 27

INC: ± 0,12 µm y ± 0,35 µm

INF: 242651 / 242652

VENCE: JUL - 27

INC: ± 0,12 µm y ± 0,34 µm

PALPADORES ESFERICOS

INF: 243187 / 243189

VENCE: AGT-27

INC: ± 0,12 µm y ± 0,26 µm

INF: 243188 / 243190

VENCE: AGT-27

INC: ± 0,26 µm y ± 0,12 µm



PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

ELABORO:

LUIS FONT AVILA
GERENTE DE LABORATORIO

FECHA ELABORADO: ENERO 2025

FECHA VENCE: NOVIEMBRE 2025

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N   M A T R I Z

   A C R E D I T A C I O N   D – 6 3

   CARTA DE  TRAZABILIDAD   DIMENSIONAL   (SIST. HOR. MED.. ROSCAS Y MAQ. RED.)

CIE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: D-63

Máquina de Medición de Formas 

Geométricas

Sistemas Horizontales de Medición

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-535-2021

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.07+0.0023xL) µm

DISCOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-615/2022

VENCE: OCT-26

INC: ± 0.2 µm

INF: CNM-CC-740-616/2022

VENCE: OCT-26

INC: ± 0.3 µm

PERNOS PATRÓN LISOS

INF: CNM-CC-740-185/2023

VENCE: MAR-27                                      

INC: ± 0.3 µm

INF: CNM-CC-740-186/2023

VENCE: MAR-27                                      

INC: ± 0.3 µm 

PATRON DE DIAMETRO Y ALTURA

INF: CNM-CC-740-053/2023

VENCE: FEB-27

INC*: ± 0.50 µm

INF: CNM-CC-740-054/2023

VENCE: FEB-27

INC*: ± 0.50 µm

*Diámetro

BLOQUES PATRÓN

INF: 250002

VENCE: ENE-28

INC: ± 0.20 µm

INF: 2410554

VENCE: ABR-27

INC: ±(0.04+0.000 8)µm

INF: 240031

VENCE: ENE-27

INC: ± (0.04+0.000 8L)µm

INDICADOR TIPO PALANCA

INF: 223939

VENCE: NOV-25

INC: ± 0.36 µm

JUEGO DE 3 ALAMBRES

INF: 233131

VENCE: AGT-26

INC: ± 0.42 µm

INF: 233489

VENCE: OCT-26

INC: ± 0.42 µm

JUEGO DE PUNTAS DE RUBI

INF: 233129

VENCE: AGT-26

INC: ± 0.42 µm

PATRON DE DIAMETRO Y ALTURA

INF: 230953 

VENCE: FEB-27

INC*: ± 1.1 µm

INF: 230937 

VENCE: FEB-27

INC*: ± 1.2 µm

*Altura

Roscas Externas Rectas

Roscas Externas Cónicas

Roscas Internas Rectas

Roscas Internas Cónicas

CIO

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: D- 85

PLANO OPTICO

INF: CIO-CC-260/2022

VENCE: NOV-26

INC: ± 0.02 µm

ESCUADRA CILINDRICA

INF: CNM-CC-740-039/2023

CNM-CC-740-048/2023

VENCE: ENE-27

INC: ± 0.20 µm y ± 0.50 µm

PATRÓN DE SALTO

INF: CNM-CC-740-485-2022

VENCE: AGT-26

INC: ± 0.046 µm

PATRÓN INTERNACIONAL DE LONGITUD
NIST, LABORATORIO PRIMARIO EUA

EMI GAGE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: 59244

PATRON DE SENSIBILIDAD CON 

FLICK

INF: F-20240717-001

VENCE: JUL-28

INC: ± 0.032 µm

SEMIESFERA DE CRISTAL

INF: MESS-CC-AXA-0086/2022

VENCE: MAY-26

INC: ± 0.055 µm

MESS

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION A2LA: 3047.01



ELABORO:

LUIS FONT AVILA
GERENTE DE LABORATORIO

FECHA ELAB: NOVIEMBRE 2024

FECHA VENC: SEPTIEMBRE 2026

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N   M A T R I Z

   A C R E D I T A C I O N   D – 6 3

   CARTA DE  TRAZABILIDAD

BLOQUES PATRÓN

INF: 233130

VENCE: AGT-27

INC: ± 2.2 a 6.4 µPulg.

BLOQUES PATRONES CORTOS Y 

LARGOS

PATRÓN INTERNACIONAL DE LONGITUD

PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESANSTALT

LABORATORIO PRIMARIO EN ALEMANIA

BLOQUES PATRÓN

INF: 51040 PTB 23 

         VENCE: JUNIO - 27

INC: ± √(30nm2+(0.18*10-6*l)2)

        ± √(30nm2+(0.20*10-6*l)2)

INF: 51041 PTB 23 

         VENCE: JULIO - 27

INC: ± √(30nm2+(0.18*10-6*l)2)

        ± √(30nm2+(0.20*10-6*l)2)

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-535-2021

VENCE: SEP-26

INC: ± (0.07+0.0023xL) µm

MAQUINA UNIDIMENSIONAL

INF: CNM-CC-740-149-2022

VENCE: MARZ-27

INC: ± (0.05+0.0022xL) µm

COMPARADOR 

ELECTROMECÁNICO

INF: CNM-CC-740-550/2024

VENCE: NOV-28

INC: ± 9.2 nm

PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA 

(CENAM)

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

BLOQUES PATRÓN

INF: CNM-CC-740-350/2024

VENCE: JUL-28

INC: ± 49 nm

CIE

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: D-63
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